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Abstract 

Al giorno d'oggi, lo sviluppo avanzato di materiali strutturati su scala nanometrica con proprietà innovative 
richiede tecniche di indagine in grado di eseguire caratterizzazioni fino alla scala atomica. I microscopi 
elettronici a trasmissione (TEM) sono in grado di soddisfare questo requisito, non solo mediante l'imaging 
ma anche ottenendo informazioni chimiche con risoluzione atomica. 
Nelle lezioni verrà illustrato il meccanismo di formazione del contrasto di immagine sia mediante le tecniche 
TEM convenzionali (contrasto di ampiezza e di fase), che nella modalità Scanning-TEM (contrasto Z o di 
numero atomico), anche in risoluzione atomica, con particolare risalto alle sostanziali differenze tra di esse.  
La tecnica S-TEM, utilizzando il fascio elettronico in modalità convergente, rappresenta una metodologia 
alternativa al TEM convenzionale per le indagini di carattere morfologico e strutturale per una vasta varietà 
di materiali. Ma, soprattutto, essa rappresenta la tecnica su cui si basa la microscopia elettronica analitica 
(AEM), ossia l’insieme delle tecniche spettroscopiche che, in un microscopio, consentono di acquisire 
informazioni chimiche risolte spazialmente su scala sub-nanometrica, arrivando addirittura al riconoscimento 
della specie chimica del singolo atomo. 
Verranno perciò brevemente spiegati i principi e le potenzialità delle principali tecniche spettroscopiche 
abbinate allo S-TEM: 

- Microanalisi a dispersione di energia di radiazione X caratteristica (EDX o EDS) 
- Spettroscopia di elettroni a perdita di energia (EELS) 
- Spettroscopia di Catodoluminescenza, ossia dei fotoni generati dall’interazione del fascio elettronico con, 
ad esempio, campioni semiconduttori. 

Verranno inoltre illustrati casi esemplari in cui la concorrenza delle varie tecniche di microscopia affronta e 
risolve problemi inediti nella scienza dei materiali. 
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